ter Analyzer

ierung von Einzelbauteilen
Ider und Parameterextraktion
g von Temperaturkoeffizienten

er Parametertest
ntersuchungen

ty- Testsysteme
estsysteme fur hunderte Bauteile

~

Weiter Messbereich 10 pV..200 V, 50 fA..400 mA
Grundgenauigkeit 0.05%

Integrierte Kapazitatsmessung

Bis zu 100 Messungen pro Sekunde

Characterization Solutions

Parallele Messprogramme im Multitasking
Grafische und numerische Auswertung am Gerat
Identische Software fur unterschiedliche Systeme
Kombinierbar mit anderen Geraten

)
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Fast & Accurate & Versatile

geraten von mb-Technologies sind sie fur alle
en Charakterisierungsaufgaben an

nten und Sensoren der Halbleiter- und
industrie bestens gerustet.

BERRRRRD BRRNRRR MM e &
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e zeichnen sich durch eine hohe I ik LELLLEIEY duas .22
hwindigkeit und Genauigkeit aus und sind e LT LTI 353t =T1t0.1111
den Laborbetrieb als auch fur vollautomatische - s - Y
smessungen hervorragend geeignet. 1111111111 PRERRERRY QRRRRRDD -RRRRIID = -

N L ¥ 111

gen bis 200 V, Strome bis 400 mA werden SARRR000 000NN 111
g eingestellt und gemessen. Mit einer -
auigkeit von 0,05% erfiillen die Messgerate aaag TP RN

.
ruchsvolle Anforderungen.
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Vit Hilfe von Klimakammern kénnen temperaturabhangige
Messungen durchgeflihrt und Temperaturkoeffizienten
bestimmt werden. Die Temperatur wird dabei Uber die
Systemsoftware gesteuert. Damit sind vollautomatische
Ablaufe mdglich.

ir Wafer-Level-Reliability stehen komplette Testplane fur
die Ublichen Messverfahren (TDDB, QBD, HC, EM, BTS,
usw.) zur Verfigung. Mit groReren Geraten kénnen bis zu
256 assemblierte Bauteile parallel untersucht werden.

Die Gerate sind voll produktionstauglich und kdnnen mit
automatischen Wafer- und Bauteil-Handlern kombiniert
werden. Die Benutzeroberflache ist frei konfigurierbar und
operatortauglich.



Vi) P08 MiDS_DEVICE
Die flexible Software ermoglicht sowohl das Arbeiten als
konventioneller Parameteranalyzer mit vielfaltigen 302 - :
Einstellmdglichkeiten und integrierter grafischer Auswertung S
als auch das Ausfuhren von eigens angepassten Testplanen ey il

fur bestimmte Bauelemente. s

Zur schnellen Charakterisierung eines Bauteils kdnnen z.B.
mit einem einzigen Knopfdruck samtliche interessierenden
Kennlinienfelder hintereinander gemessen und die
relevanten Kenngréfden automatisch extrahiert werden.

L N |

i

Alle Mess- und Auswertungsalgorithmen sind Uber die ,.fﬁ-‘
integrierte Skriptsprache frei konfigurierbar. Eine Vielzahl ST
von Standardmessungen fur Ubliche Bauelemente wird ‘s

i,
mitgeliefert und kann auf Knopfdruck verwendet oder i -ﬁf |
beliebig an eigene Anforderungen angepasst werden. T :

W_[RLINR

9sSN-0]-Ase]

Bauteile:

+ Aktive und passive Halbleiterbauelemente
Integrierte Hochvoltbauelemente

» Sensoren und organische Halbleiter

Teststrukturen fur Reliability-Untersuchungen

Kapazitaten und Isolationsstrukturen

Anwendungen:

» Charakterisierung von einzelnen Bauteilen im
* Produktionsmessungen mit automatischen Ha

» Reihenuntersuchungen und DOE-Screening

Reliability-Untersuchungen (Wafer- und Packac

Ausbildung und Lehre




essgerat der Testsysteme von mb-Technologies

easure-Unit SMU1020: Eine schnelle und
gs- bzw. Stromquelle mit eingebautem Volt- und

stem werden bis zu 64 Stlck dieser Einheiten
SMU wird von einem eigenen Mikroprozessor
ann autonom Messprogramme abarbeiten. Damit
mplexen Systemen eine hohe

gkeit erreicht.

easure-Unit arbeitet entweder als

e mit bipolarer Strombegrenzung oder als
bipolarer Spannungsbegrenzung. Der Betrieb ist
anten ohne Einschrankungen zulassig. Die

ngs- bzw. Verlustleistung betragt 20 W.

ch als reines Volt- oder Amperemeter

ativ als Widerstands- oder
gerat.

d Messzeiten liegen typischerweise im

eich. Bereichswechsel fur Spannung und Strom
eitung der Messergebnisse werden automatisch
SMU durchgefuhrt. Wenn in einem

mehrere SMUs beteiligt sind, triggern sich diese
ein lokales Bussystem.

Source Measure Uni

hwindigkeiten von bis zu 100 Einzelmessungen
eicht. Im internen Speicher ist Platz fur etwa

nd 10.000 Datenpunkte und damit auch fiir sehr
ramme. Die Datenubertragung der Programme
erfolgt asynchron zur Messung mit etwa 5.000
nde.

Error
Amplifier

-70V

SMU1020 - Vereinfachtes Blockschaltbild

Alle Signalwege verwenden getrennte Force- und
Senseleitungen, einen aktiven Guard und Abschirmungen.
Dadurch werden Spannungsabfalle an Leitungen und
Steckverbindern verhindert. Kleine Spannungen und Strome
kénnen auch Uber Iangere Anschlussleitungen noch prazise
gemessen werden.

Eine aufwandige Schaltungs- und Layouttechnik und
hochwertige Bauteile garantieren eine Grundgenauigkeit von
0.05%. Kritische Schaltungsbereiche besitzen eigene
Versorgungseinheiten und sind optisch isoliert.




Force

DUT

Features:

* Ausgangsspannung £200 V (100 mA) bzw. £50 V (400 mA)
4 Spannungsbereiche, 10 Strombereiche
Manuelle Bereichswahl oder Auto-Ranging mit optionaler Auswahl des 100 mA S uA

kleinsten Bereiches

Widerstandsmessung 10 mOhm (Vierpunkt) bis 10 TOhm (10" Ohm)

\/erschiedene Multiplexereinheiten stehen zur Erweiterung der Messka

Verfugung. Diese sind ebenfalls mit getrennten Force- und Senseleitung
Guard ausgefuhrt.

Die Kalibrierkonstanten werden in der SMU lokal gespeichert. Bei eine
erforderlichen Austausch ist keine Neukalibrierung des Gesamtsystems
Die jahrliche Kalibrierung kann Gbrigens mit dem optional erhaltlichen K
auch vom Kunden vor Ort durchgeflihrt werden.

Programmupdates zur Erweiterung der Funktionalitat werden von der
Systemsoftware bei Bedarf automatisch durchgefuhrt.

Eine Sicherheitsschaltung begrenzt die Ausgangsspannung bei offene
Schutzschalter auf £40 V.

ﬂereich Auflésung

200V 10mV
20 V 1 mv
2V 100 pV
200 mV 10 pv

Genauigkeit

0.025% + 50 mV
0.025% + 5 mV
0.05% + 1 mV
0.25% + 400 pV

uolneoljnadg ¥ sain)jea

400 mA 50 A 0.05% + 500 pA
0.05% + 50 pA
0.05% + 5 pA

0.05% + 500 nA

10 mA 500 nA
1 mA 50 nA

Kapazitatsmessung 1 pF bis 100 mF, Bias-Spannung 0 bis £200 V,
Amplitude des Mess-Signals 10 mV bis 200 V

3 Integrationsstufen (FAST, NORMAL, LONG), einstellbar
Algorithmen zur Erkennung und Unterdriickung von Schwingungen,
Netzbrumm und Rauschen.

K1nA

100 pA 5nA 0.05% + 50 nA
10pA 500 pA 0.05% + 5 nA
1 pA 50 pA 0.05% + 500 pA
100 nA 5 pA 0.10% + 100 pA
10nA 500 fA 0.20% + 20 pA

50 fA

0.50% + 5 pA




grierten objektorientierten Programmiersprache mbScript wird die Erstellung von Messprogrammen und
tinen sehr einfach. Befehle zur direkten Steuerung der Messgerate und eine grof3e Bibliothek mit praktischen
erlauben dem Anwender, sich voll auf die eigentliche Messaufgabe zu konzentrieren.

ek enthalt auch komplexere mathematische Funktionen wie z.B. Glattungsverfahren, FFT, Polynom-Fit und die Suche

llen, Minimum, Maximum und Wendetangenten. Damit lassen sich schnell und einfach zuverlassige
xtraktionsalgorithmen erstellen. Selbstverstandlich gibt es fur alle Funktionen eine ausfuhrliche Online-Hilfe und
e Beispiele.

lungsumgebung mbDeveloper bietet umfangreiche Debug-
2N, eine automatische Syntaxkontrolle, die Auswahl von K Measure ID vs VG \

yrtern wahrend der Eingabe und Syntax-Highlighting.

DIM GATE, DRAIN, ID, VG, I
Anzahl von Beispielprogrammen fur typische Mess- und
saufgaben wird mitgeliefert. Diese sind praxiserprobt und unmittelbar GATE = SMU (1)

Darunter sind auch Testplane fur komplette Reliability- DRAIN = SMU(2)

gen.
GATE.CURRENTLIMIT = 1E-6

DRAIN.CURRENTLIMIT = 0.05

Software

dware wie Waferprober, Klimaschranke oder auch Messgerate
steller wie etwa Pulsgeneratoren kdnnen softwaremafig eingebunden DRAIN . FORCEVOLTAGE
sind dann direkt Uber mbScript—Befehle ansteuerbar. Die Bibliothek
ren Hardwaretreibern wird laufend erweitert. I =0

FOR VG = 0 TO 5 STEP 0.01
GATE . FORCEVOLTAGE = VG

= 0.1

I =1+1
b mbliaveloper MEASLIRE ¥ ID(I) = DRAIN.MEASURECURRENT
Testplan  Edit ¥lew Run  Debug Options  Help NS

h Hu unﬂﬁmﬂﬁﬁ | .h“ DRAIN.FORCEVOLTAGE = 0

_ GATE .FORCEVOLTAGE = 0
ENUHumber = 1 OEMID Hiuambe
SKU_ = SMU(SHMUNumber) ' Create a SHUI abject

Currmpt]l = da — & 'dud MSTART ’ execute measurement
FOR. i = 1 TO 30 ' Curvent Array from 1 to 30 uk \ /

%u:r::r::ntE{i} = L # 1= =0

'Gat Yaltege rengs: Rangs defined by Viinot

SNU_  VOLTAGERANGE = VLimit




I tir wiederholt auszufiihrende Messungen kann eine eigene
Benutzeroberflache erstellt werden - mit einer speziell fur
diese Messung angepassten Auswahl an Schaltflachen,
Optionen, Grafiken und Datentabellen.

[Damit kénnen sie z.B. die fir sie interessanten Messungen
an einem bestimmten Bauelement nach Auswahl der
Messparameter mit einem einzigen Knopfdruck starten.
Nach wenigen Sekunden finden sie alle Kennlinienfelder und
KenngroRen Ubersichtlich dargestellt zur sofortigen
Auswertung.

Auf diese Weise erhalten sie iibersichtliche
Messanwendungen, die auch von anderen Mitarbeitern
problemlos genutzt werden kénnen. Mit Hilfe von
Plausibilitatsprifungen lasst sich das Programm vollstandig
gegen Fehlbedienung absichern, was besonders fur die
Verwendung in einer Produktionsumgebung wichtig ist.

Die Elemente der Benutzeroberflache werden durch
zusatzliche Befehle in mbScript definiert. Bei Start des
Messprogrammes wird diese Benutzeroberflache dann
automatisch angezeigt. Die vom Anwender erfolgten
Einstellungen und Eingaben werden im Messprogramm
durch Variablen abgefragt und entsprechende Aktionen
durchgefuhrt. Es ist auch mdglich, die Einstellungen
automatisch als Startwert fiur spatere Messungen
abzuspeichern.

In den meisten mitgelieferten Beispielprogrammen ist eine
passende Benutzeroberflache bereits enthalten. Dadurch ist
das Testsystem fur Ubliche Standardmessungen von
typischen Anwendern auch ohne Einschulung sofort und
intuitiv bedienbar.

Bei Bedarf kénnen sie natirlich ihre Testplane auch von

mb-Technologies genau nach ihren Vorgaben erstellen
lassen.

///TSimple

cmdStart
txtvd = D
txtVgStar

txtVgStep
Graphl =

' Query U
IF cmdSta
Vstart =
Vstop =
Vstep =

\\\‘Vdmax =

txtVgStop =

User Interface Example

Dis = DISPLAY(,"ID / Vd CHARACTERISTIC of MO
= Dis.BUTTON("Start",,,,5,5,36,11,1
is.TEXTBOX (, "Vdmax [VI]",,,4,27,35,7
t = Dis.TEXTBOX(,"Vg Start [V]",,,4
Dis.TEXTBOX (,"Vg Stop [VI]",,,3,5
= Dis.TEXTBOX (,"Vg Step [V]",,,3,7
Dis.CHART ("ID (VD) for MOS_Device",,

ser Input

rt .OBJECTVALUE THEN
txtVgStart.TEXT

txtVgStop.TEXT

txtVgStep.TEXT

txtvd.TEXT

Welmia [1V]
20

Wa Start [V]

Ny Stop V]

1d

W St V]

101V far MUS_Deviea
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2-Measure-Units bestuckt eignet sich
Analyzer von mb-Technologies

r den Laborbetrieb zur schnellen und
terisierung von einzelnen aktiven
auelementen.

t maximaler Effektivitat! Definieren
nteressanten Kennlinienfelder und
estimmte Bauelemente als eigene
starten sie diese mit einem einzigen
usive Datenverarbeitung und Export
d Grafiken z.B. nach Microsoft®

emente werden Testplane fir Ubliche
ig vorbereitet mitgeliefert und sind
den Auswahl an Messoptionen (z.B.
en, Strombegrenzung, Polaritat)

ar. Die eingestellten Optionen

ere Messungen gespeichert.

lich kdnnen sie alle Testplane
rn und an eigene Anforderungen

Parameter Analyzer

Vit optionalem Multiplexer und Test-Fixture besteht die Moglichkeit,
assemblierte Bauteile Uber die einzelnen Gehausepins gezielt auszuwahlen
— Ubersichtlich am Bildschirm und ohne umstandliches Kontakt- und
Kabelgewirr.

Das Test-Fixture von mb-Technologies gibt es Ubrigens mit

Temperaturkontrolle bis +250°C, alternativ auch mit Tieftemperaturoption
von -100°C bis +250°C.

Unsere Multiplexer sind mit hochwertigen Relais bestlckt, die mehrpolig

ausgefuhrt und abgeschirmt sind, um alle Signale unverfalscht und in
héchster Qualitat bis zum Messobjekt weiterzuleiten.

Alternativ kénnen sie den Multiplexer auch direkt mit einer Probekarte
verbinden und flhren so mit Hilfe eines automatischen Waferprobers
Messungen auf Wafer-Level durch. Die Probersteuerung ist in die
Systemsoftware harmonisch integriert.



Bereits der Kleinste Parameter-Analyzer von mb-Technologies eignet sich durch
die mitgelieferte WLR-Software zur Messung auf einzelnen Bauteilen. Die
Software unterstitzt alle Ublichen WLR-Algorithmen und kann durch die
Scriptsprache auch sehr schnell an neue Methoden angepalt werden. Mit
Multiplexer und Waferprober ist eine vollautomatische Messung auf Wafer-Basis
maoglich.

Multiplexer sind mit bis zu 64 Ausgangen verflugbar. Sofern im Testsystem eine
ausreichende Anzahl von Source-Measure-Units vorhanden ist, ist auch eine
gleichzeitige Messung von mehreren Strukturen mit unterschiedlichen
Stressbedingungen mdglich. Die Software unterstiitzt das parallele Ausfihren
von mehreren unabhangigen Messprogrammen.

Sie haben jederzeit den vollen Uberblick Uber die laufenden Experimente und
Resultate! Die Daten werden automatisch in einer Datenbank gespeichert oder
als Text- oder Excel®-Datei exportiert. Auf Wunsch sind beliebige andere
Exportformate maoglich, z.B. fur die Einbindung in die firmeneigene Engineering-
Datenbank.

I iir wiederkehrende Messungen kann die Benutzeroberflache nach Bedarf

vereinfacht, angepasst und gegen Fehlbedienung abgesichert werden. Das
Testsystem ist voll operatortauglich und ohne weiteres in einen
Produktionsbetrieb integrierbar.
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WLR-Algorithmen:

» TDDB Konstantspannung c
« SILC TDDB

*+ QBD

* Elektromigration

Aligelay |9AeT Jajep)

* Isotherme Elektromigration
* Hot Carrier CMOS
*BTS
* NBTI
» Hot Carrier Bipolar



Reliability Tester

Testsystemen kann eine Vielzahl von Bauteilen
emessen werden. Die Bauteile werden dazu in
gruppiert. Jedem Experiment wird ein eigener
eordnet. Alle Experimente kdnnen unabhangig
gestartet werden und laufen dann parallel.

orer zeigt Ubersichtlich den Status der einzelnen

an. Beim Anklicken eines Experiments oder Bauteils
lergebnisse sofort als Datentabelle oder Grafik

d kdnnen naturlich jederzeit auch exportiert werden.
hon wahrend der laufenden Messung
abschatzungen moglich.

2stsysteme von mb-Technologies eignen sich fur die parallele Messung

n Anzahl von assemblierten Bauteilen. Es werden dazu bis zu 32 Source-

s und 16 Multiplexer eingesetzt. Die Multiplexer sind dabei an die speziellen
der gewlnschten Messungen angepasst. In einem System kdnnen bis zu
gleichzeitig und mit unterschiedlichen Stressbedingungen gemessen

jen bei Raumtemperatur werden gunstige Testplatinen angeboten, die

system Platz finden. Auf Wunsch kénnen die Platinen an
ische Gehausevarianten und Pinbelegungen angepasst werden.

bei hoheren oder niedrigeren Temperaturen konnen in Klimakammern von
lern durchgefihrt werden. mb-Technologies Ubernimmt in diesem Fall die
und auf Wunsch auch die Beschaffung und den Innenaufbau. Die

r Klimakammer - sofern vom Hersteller eine Standardschnittstelle

st - kann in die Systemsoftware harmonisch integriert werden.

tonomen Ablauf der Messprogramme in den SMUs werden auch bei
temen volle Messgeschwindigkeiten erreicht. Auch wahrend der

konnen Strom oder Spannung laufend gemessen werden, um Fruhausfalle
Bauteile die wahrend der Messung defekt werden oder die die

n Degradierungsgrenzen erreicht haben, kdnnen automatisch abgeschaltet
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Test Service

Alle Arten von Charakterisierung und Reliability-Untersuchungen bieten wir auch
als Test-Service an!

Wir stellen in unserem Testlabor das erforderliche Equipment bereit und fuhren '
die Messungen exakt nach ihren Vorgaben durch — inklusive kompletter -
Auswertung und Dokumentation. E

Besonders einfach geht das, wenn sie bereits ein System von uns im Einsatz . ﬁ;ff'f?
haben. Wir verwenden dann ihre eigenen freigegebenen Testplane fir die =
Messungen und sie kdnnen unser Service praktisch ohne Vorlaufzeit fur F/';.‘
Spitzenabdeckungen nutzen. Alternativ kdnnen sie ein zusatzliches Testsystem I

auch fir einige Zeit vor Ort mieten.

Probieren sie unser Service aus! Wir fihren flr sie gerne eine kostenlose
Untersuchung durch. a0,

Consulting S G Y
Sollten sie Bedarf an Support vor Ort haben, ist mb-Technologies der richtige . | TS
Partner! s

Wir bieten professionelle und effektive Unterstlitzung im Bereich !
Charakterisierung, PCM-Test und WLR (auch auf Systemen anderer Hersteller),
beim Entwurf von Teststrukturen und Testchips, bei Optimierungen von -
Bauteilparametern und qualitatsrelevanten Eigenschaften sowie allgemeine
Unterstutzung bei Prozesstransfers.

B o=t
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Unsere Spezialisten haben jahrelange einschlagige Erfahrung und kénnen auf
viele erfolgreich abgeschlossene Referenzprojekte verweisen.

Qualitat

Alle Produkte von mb-Technologies werden unter ausschlieBlicher Verwendungen von hochwertigen Markenbauteilen profes
gefertigt und durchlaufen vor der Auslieferung an den Kunden umfangreiche Tests. Bei jedem Gerat ist eine Einschulung so
kostenlose einjahrige Gewahrleistung inkl. Support und Wartungsarbeiten enthalten. Eine Verlangerung ist selbstverstandlic
maoglich.

Die Software ist innerhalb der Produktreihe kompatibel und ist bei allen Geraten im kompletten Umfang enthalten. Die laufenc
Erweiterungen werden im Rahmen der Gewahrleistung allen Kunden zur Verfugung gestellt.
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Technisches Biro fir technische Physik
GmbH

Teslastrasse 4
A-8074 Grambach
Austria

+43-664-73522586
+43-316-409108 (fax)

office@mb-technologies.com
www.mb-technologies.com

Die aktuellen Preise entnehmen sie bitte der jeweils gultigen

Preisliste.
Alle Angaben ohne Gewahr!

Anderungen vorbehalten!

Ais Mitgiied des Fachverbandes vertreten bei
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